
1.在 X针加驱动电压 

2.测量 i1值 

3.在 Y针加感应电压 

4.测量 i2值并与 i1比较 

5.如果 i1在测试过程中不再和“学习”值相等时，X针则开路 

6.如果 i1等于 i2，则 Y针开路 

     

 
T623F 的附加功能 : eScan(易扫描)             
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eScan非向量 IC測試:                     

eScan （易扫描）是一种非向性集成电路测试 

方法，它能快速的编程、具有较高的错误覆盖

能力和准确的针级的诊断出开路针位能力，而

不需要传统的向线在线测试方法和附加的硬

件。用 eScan进行编程测试只需 1分钟，而用

传统的方法进行在线测试则需数日时间。 

大多数数字和混合信号装置都含有保护二极

管措施。这使 eScan 能更容易解决在整个

SMT制作过程中不同的包装型号如 PLCC, 

BG等所覆盖的所有综合性错误. 
 

 

 Test with confidence 
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